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(pieczęć jednostki organizacyjnej)	KARTA PRZEDMIOTU


		Nazwa przedmiotu: METROLOGIA I SYSTEMY POMIAROWE

		Kod przedmiotu: Ms1-28-V


		Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2018/2019


		Forma kształcenia: studia stacjonarne


		Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia


		Kierunek studiów: Mechatronika
	

		Profil studiów: ogólnoakademicki


		Specjalność: ZASTOSOWANIA MECHATRONIKI W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ


		Semestr: V


		Jednostka prowadząca przedmiot: Wydział Elektryczny, Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki


		Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. Marian Kampik


		Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne


		Status przedmiotu: obowiązkowy
 

		Język prowadzenia zajęć: polski


		Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: podstawowymi przedmiotami wprowadzającymi są: Elektronika, Technika Mikroprocesorowa, Metrologia (podstawy wykładane na semestrze IV) oraz Podstawy Programowania. Student rozpoczynający zajęcia powinien znać podstawy elektroniki, w szczególności techniki cyfrowej, podstawy metrologii, oraz znać – w stopniu podstawowym - co najmniej jeden język programowania wyższego rzędu.


		Cel przedmiotu: nabycie podstawowej wiedzy oraz umiejętności obsługi, zestawiania i programowania zautomatyzowanych systemów pomiarowych.


		Efekty kształcenia:[footnoteRef:1] [1:  należy wskazać ok. 5 – 8 efektów kształcenia] 


	Nr
	Opis efektu kształcenia
	Metoda sprawdzenia efektu kształcenia
	Forma prowadzenia zajęć
	Odniesienie do efektów dla kierunku studiów

	
1.
	Student zna zasady funkcjonowania systemów pomiarowych oraz metody komunikacji przyrządów, a także ma podstawową wiedzę z zakresu sensoryki przemysłowej
	Egzamin – pytania i zadania problemowe
	wykład
	[bookmark: _GoBack]K1A_W11+


	
2.
	Student ma podstawową wiedzę na temat przetwarzania, konsolidacji i archiwizacji danych danych pomiarowych
	Egzamin – pytania i zadania problemowe
	wykład
	K1A_W18+


	

3.
	Student potrafi dokumentować przebieg pracy w postaci protokołu z badań lub pomiarów oraz opracować wyniki prac i przedstawić je w formie czytelnego sprawozdania
	Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych – pytania przy ich obronie
	laboratorium
	K1A_U09++


	

4.
	Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
	Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych, wykonanie sprawozdania,  pytania przy ich obronie
	laboratorium
	K1A_K01+


	

5.
	Potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role
	Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych – pytania przy ich obronie
	laboratorium
	K1A_K04+

		Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin)

	
	Wykład
	Ćwiczenia
	Laboratorium
	Projekt
	Seminarium

	
	15
	
	15
	
	

	
	Treści kształcenia: (oddzielnie dla każdej z form zajęć dydaktycznych W./Ćw./L./P./Sem.)

Wykład
Struktura i organizacja systemów pomiarowych Ogólna struktura systemu pomiarowo-sterującego, rodzaje systemów. Tory pomiarowe w systemie. Tendencje rozwoju systemów pomiarowych. Przykładowe rozwiązania systemu. Oprogramowanie systemów. Interfejsy. Przyrządy wirtualne. Czujniki inteligentne. Język SCPI. Próbkowanie i kwantowanie sygnałów. Przetwarzanie cyfrowe w systemie. Metrologiczne właściwości algorytmów przetwarzania w systemie. Systemy mobilne. 

Laboratorium
W laboratorium realizowany jest kurs podstaw programowania w środowisku LabView, odpowiadający szkoleniu LabVIEW Academy, realizowanemu przez National Instruments.


		Egzamin: NIE


		Literatura podstawowa:

1. Winiecki W.: Organizacja komputerowych systemów pomiarowych. Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa 2006.
2. Nawrocki W.: Komputerowe systemy pomiarowe, WKŁ, Warszawa 2006
3. Świsulski D., Komputerowa technika pomiarowa. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabWIEW, Wd. PAK, Warszawa 2005


		Literatura uzupełniająca:

1. Nawrocki W.: Rozproszone systemy pomiarowe, WKŁ, Warszawa 2006
2. Jakubiec J., Roj J.: Pomiarowe przetwarzanie próbkujące. Wyd. Pol. Śl., Gliwice, 2000.
3. Gajda J., Szyper M.: Modelowanie i badania symulacyjne systemów pomiarowych. Wyd. Wydz. E.A.I.iE. AGH, Kraków, 1998.
4. Stabrowski M. M.: Miernictwo elektryczne. Cyfrowa technika pomiarowa. Oficyna Wydawnicza Pol. Warsz., 1994


		Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia

	Lp.
	Forma zajęć
	Liczba godzin
kontaktowych / pracy studenta

	1.
	Wykład
	15 h / 15 h – w tym zapoznanie się ze wskazaną literaturą (8 h), przygotowanie się do wykładów (5 h) oraz udział w kolokwium (2 h)

	2.
	Ćwiczenia
	/

	3.
	Laboratorium
	15 h / 15 h – w tym przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych (3 h), wykonanie sprawozdań (9 h) oraz przygotowanie się do obrony sprawozdań (3 h)

	4.
	Projekt
	/

	5.
	Seminarium
	/

	6.
	Inne
	/

	
	Suma godzin
	30 h / 30 h

	

23. Suma wszystkich godzin: 
	60

	24. Liczba punktów ECTS:

	2

	25. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 

	1

	26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty, ćwiczenia): 

	1

	27. Uwagi:
Przedmiot kontynuowany jest w semestrze V w formie wykładu i laboratorium i kończy się egzaminem







	Zatwierdzono:

………………………….….		…………………………………………………....
	(data i podpis prowadzącego)	         (data i podpis Dyrektora/Kierownika podstawowej
		          lub międzywydziałowej jednostki organizacyjnej)


 1 punkt ECTS – 25-30 godzin pracy studenta

